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INSTYTUT FIZYKI UMK, TORUN

Instrukcja do ¢wiczenianr  Badanie Charakterystyk fotoogniwa

1. Cel ¢wiczenia

Celem ¢wiczenia jest zapoznanie si¢ z dzialaniem i charakterystykami fotoogniwa. Zadaniem

szczegotowym jest:
zbadanie charakterystyk widmowych fotoogniwa
zbadanie zaleznoS$ci pradu zwarcia od natezenia o$wietlenia,
zbadanie charakterystyk I-V fotoogniwa nieo§wietlonego i o$wietlonego, wyznaczenie
wspolczynnika wypekienia,
wyznaczenie rezystancji dopasowania dla fotoogniwa,
wyznaczenie wydajnosci energetycznej fotoogniwa.
zbadanie wptywu oporno$ci zwarcia oraz oporu szeregowego na parametry uzytkowe
fotoogniwa (charakterystyke I-V, prad zwarcia, napigcie obwodu otwartego, sprawnos¢
energetyczna).

2. Zagadnienia do przygotowania
efekt fotoelektryczny zewngtrzny 1 wewngtrzny
podstawowe konstrukcje i zasada dziatania fotoogniwa, schemat energetyczny,
parametry charakteryzujace fotoogniwo (charakterystyki I-V, napiecie obwodu otwartego,
prad zwarcia, oporno$¢ dopasowania, wspotczynnik wypetnienia, sprawnos¢
energetyczna).

3. Przyrzady pomiarowe, opis i schemat aparatury
W sktad zestawu pomiarowego wchodza: fotoogniwo, o§wietlacz z zasilaczem,
woltomierz, miliamperomierz, zasilacz i opornica dekadowa.

3.1. Badanie charakterystyki I-L fotoogniwa

Fotoogniwo
N o
B —)
7 — =
o L=
N N

Rys. 1. Uklad do badania charakterystyki prqdowo-oswietleniowej fotoogniwa.



3.2 Pomiar rezystancji dopasowania
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Rys.2.  Uklad do pomiaru rezystancji dopasowania.

3.3. Badanie charakterystyk I-V fotoogniwa nieoSwietlonego i oswietlonego,
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Rys.3. Uklad do pomiaru charakterystyk I-V fotoogniwa nieoswietlonego i oswietlonego,

4. Przebieg ¢wiczenia
4.1. Badanie charakterystyki I-L fotoogniwa
a). zestawiamy obwod zgodnie z rys. I Fotoogniwo ustawiamy w odlegtosci 20 cm od lampy.
wlaczamy o$wietlacz 1 zapisujemy nat¢zenie pradu /
b). zwigkszamy odleglo$¢ » migdzy oswietlaczem a fotoogniwem (stopniowo o statg
warto$¢, np. o 5 cm) 1 dla kazdej wartosci » notujemy natg¢zenie pradu /
c¢). wykreslamy zaleznos$¢ I = I () dla obydwu natezen o$wietlenia



4.2. Badanie charakterystyki I-V fotoogniwa ciemnego i oSwietlonego

a). zestawiamy obwod zgodnie z rys. 3 dotaczajac w szereg z fotoogniwem zrodio napigcia
zasilajacego z regulowanego dzielnika napigcia.. Na zasilaczu ZT ustawiamy napigcie 2V

b). przy pomocy opornicy dekadowej zwigkszamy warto$¢ napigcia zasilajacego fotoogniwo
co 0,1V z kazdym krokiem zapisujac napigcie U na opornicy i nat¢zenie pradu /

¢). (charakterystyka I-V dla fotoogniwa nieoswietlonego).
wlaczamy o$wietlacz i powtarzamy pomiar charakterystyki I-V dla fotoogniwa
oswietlonego.

4.3. Wyznaczanie rezystancji dopasowania dla fotoogniwa

a). zestawiamy obwod zgodnie z rys. 2

b). zmieniajac opornos¢ obciazenia w granicach 0 - 100000 odczytujemy wartosci pradu 1
napigcia na fotoogniwa.

¢). dla kazdej pary wartosci (U, I) obliczamy moc P = U I 1 wykreslamy zalezno$¢ P = P(R)
1 na jej podstawie okreslamy rezystancj¢ dopasowania

d). sporzadzamy wykres [-V 1 wyznaczamy prostokat maksymalnej mocy. Przy pomocy
luksomierza dokonujemy pomiaru nat¢zenia o§wietlenia. Mierzymy powierzchnig
czynng fotoogniwa i obliczamy sprawno$¢ energetyczna.

4.4 Badanie charakterystyki spektralnej
a). zestawiamy uktad: lampa wzbudzajaca o znanym rozkladzie widmowym,
monochromator, fotoogniwo, miernik pradu i mierzymy zalezno$¢ /=1 (A\) gdzie |
oznacza fotoprad mierzony w warunkach zwarcia.
b). wykreslamy zalezno$¢ I =1 (A) gdzie I oznacza fotoprad mierzony w warunkach
zwarcia.
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